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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE
ET DE LABORATOIRE -
EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -

Partie 1: Exigences générales

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation e normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natidonatx de\la CEl). La CEl a

pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questig alisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — entre autré ivités —\ubhie des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques sibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommeés "Publication(s) de la CK{ eur Iarat Qn es conflee a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé p uy/participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouverne participent

4) Dans le but d' encourager 'uniformité internation amités ndtionaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquénNde fagen transpa e ublications de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales. 1Ces en oytes/Publications de la CEIl et toutes publications
nationales ou régionales,corre étre indipgdées en termes clairs dans ces derniéres

5) La CEl n’a prévu audunef 4 valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité po equi S és eonformes a une de ses Publications.

6) Tous les utilisat possession de la derniéere édition de cette publication.

7) Aucune responsablle ne_ doi e_in ég” a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

nationaux de la GEI, ¥ djudice gausé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre

dommage de , directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) € < écoulant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEl ou de
toute autre au crédit qui lui est accordé.

8) L'atte références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencée gur une application correcte de la présente publication

9) L’attention est r le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits pfopriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour

responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61326-1 a été préparée par le sous-comité 65A: Aspects
systémes, du comité d’études 65 de la CEIl: Mesure et commande dans les processus
industriels.

La série CEl 61326 annule et remplace la CEIl 61326:2002 et constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
65A/456/FDIS 65A/464/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEI 61326 est constituée des parties suivantes, sous le titre général Matériel électrique de
mesure, de commande et de laboratoire — Exigences relatives & la CEM:

Partie1: Exigences générales (les Annexes A et B de la CEIl 61326:2002 sont intégrées
dans le texte de la CEl 61326-1)
Partie 2-1: Exigences particuliéeres — Configurations d’essai, conditions fonctionnelles et

criteres de performance pour essai de sensibilité et équipement de mesures
pour les application non protégées de la CEM (Annexe D de la CEl
61326:2002)

Partie 2-2: Exigences particulieres — Configurations d’essai, conditiong” de~onctionnement
et critéres d’aptitude a la fonction des matériels portatifs-dlessai, de mesure et

(Annexe E de la CEI 61326:2002)
Partie 2- 3: Exigences particulieres — Configurations d’essai iti ctighnement

Partie 2-4: Exigences particuliéres - Configuration

Partie 2-5: Exigences particulieres
et critéres d’aptitude a |2
interfaces en accord
communication (nouvea

la Famille 3 de profils de

Partie 2-6: Exigences
(nouveau)

édical de diagnostic in vitro (IVD)

Partie 3-1: [ ' ite er|e|s effectuant ou prévus pour executer

Le comité a décidé ¢ cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiqué eb de la CEIl sous «http://webstore.iec.ch» dans les
données rel fl recherchée. A cette date, la publication sera

* supprimes;
* remplacée pa
*+ amendée.

une’édition révisée, ou
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INTRODUCTION

Les instruments et équipements entrant dans le domaine d’application de cette norme
peuvent souvent étre trés dispersés géographiquement et doivent fonctionner dans une large
plage de conditions environnementales.

La limitation des émissions électromagnétiques indésirables permet d'éviter qu'un autre
matériel, installé a proximité, soit soumis a l'influence du matériel considéré. Les limites sont
plus ou moins spécifiées dans les publications de la CEIl et du Comité International Spécial
des Perturbations Radioélectriques (CISPR) et proviennent donc de ces documents.

Toutefois, le matériel est appelé a fonctionner sans dégradation excessiye—dans un environ-
nement électromagnétique type. Les valeurs limites d'immunité indiquées dans la présente
r exemple

électromagnétique exceptionnellement élevé dans les environ soht pas
couverts.

Les systémes électriques et/ou électroniques complexes
conception et de leur installation une planification de

d’équipement, ces exigences seront auyg
d’'une ou plusieurs des parties de la CE
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MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE
ET DE LABORATOIRE -
EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -

Partie 1: Exigences générales

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEl 61326 énonce les exigences relatives tamunité et aux
émissions concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) pour le
fonctionnant a partir d'une source d'alimentation inférieure a 1 000 V a
1 500 V en courant continu ou a partir du circuit mesuré, prévus po 8 ofessionnel,
pour les processus industriels et pour I'enseignement, compre i

dispositifs informatiques pour:

— la mesure et les essais;
— la commande;
— les laboratoires;

— les accessoires prévus pour étre utilisés da
matériel de manipulation échantillgfis

Les dispositifs informatiques et les m
des appareils de traitemenf. de Ilnfor
peuvent étre utilisés dan
partie de la CEI 61326,

transducteu

b) Matériels électriques de commande

Matériels servant a commander une ou plusieurs valeurs de sortie spécifiques, chacune
de ces grandeurs étant déterminée par des réglages manuels, par une programmation
locale ou a distance, ou par une ou plusieurs variables d'entrée. Cette catégorie comprend
les matériels de mesure et de commande dans les processus industriels (IPMC), tels que:

— les régulateurs et contrdleurs de processus;

— les automates programmables (AP);

— les blocs d'alimentation des matériels et des systémes (centralisés ou spécialisés);
— les indicateurs et les enregistreurs analogiques/numériques;

— les instruments de processus;

— les transducteurs, positionneurs, organes de commande intelligents, etc.


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/7da265c1-062d-49af-b58e-f46b2eb87e68/iec-61326-1-2005

-12 - 61326-1 O CEI:2005

c) Matériels électriques de laboratoire

Matériels permettant de mesurer, d'indiquer, de contréler ou d'analyser des substances,
ou servant a préparer diverses matiéres et incluent les équipements de diagnostic in vitro
(IVD). Ces matériels peuvent étre aussi utilisés dans des emplacements autres que des
laboratoires, par exemple des équipements IVD d’auto-diagnostics pouvant étre utilisés a
domicile.

Cette norme s’applique aux:

— matériels pour une utilisation privée, commerciale ou dans un environnement industriel
léger, en accord avec la CEIl 61000-6-1;

— matériels utilisés sur les sites industriels;

— matériels utilisés dans les laboratoires ou dans les zones d’essaj de mesure en
environnement électromagnétique contrélé;

— matériels d’essai et de mesure portatifs.

2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants sont |nd|spensa
document Pour Ies references datées, seule Ied|t|o :

amendements).

CEI 60050-161, Vocabulaire Elect{otes
Compatibilité électromagnétique

CEI 61000-3-2:2000, Compatibilité él
pour les émissions de cou
phase)

des variations d
publics d'alimen
phase et non soumis

CEIl 61000-3-1272Q04 )Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3-12: Limites — Limites
pour les courants harmoniques produits par les appareils connectés aux réseaux publics
basse tension ayant un courant appelé >16 A et <=75 A par phase

CEI 61000-4-2:2001, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-2: Techniques d'essai
et de mesure — Essai d'immunité aux décharges électrostatiques

CEI 61000-4-3:2002, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-3: Techniques d'essai
et de mesure — Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences
radioélectriques

CEI 61000-4-4:2004, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-4: Techniques d'essai
et de mesure — Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves

CEI 61000-4-5:2001, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-5: Techniques d'essai
et de mesure — Essai d'immunité aux ondes de choc
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CEI 61000-4-6:2003, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-6: Techniques d'essai
et de mesure — Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs
radioélectriques

CEI 61000-4-8:1993,Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-8: Techniques d'essai
et de mesure — Essai d'immunité au champ magnétique a la fréquence du réseau
Amendment 1 (2000)

CEI 61000-4-11:2004, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-11: Techniques
d'essai et de mesure — Essais d'immunité aux creux de tension, coupures bréves et variations
de tension

CEl 61000 6-1:2005, Compatibilité électromagnétique (CEM) Partie 6- Norm gener/ques

mesure

3 Termes et définitions

D'autres définitions, qui ne se trouven
mais qui sont néanmoins nécessaires
les publications de base deg ri

31

essai de type
essai de confor
(IEV 151-16-16)

positif ou du systéme spécifique avec I'environnement
; entrant dans le domaine d’application de la CEl 61326 (voir a
vnatériel en essai (EST))

Acceés par l'enveloppe

Acces par I'alimentation c.a. Acces par la borne de terre

EST
Accés par l'alimentation c.c Acces E/S

IEC 1119/98

Figure 1 — Exemples d'accés
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